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Meritve: prostozracna in vlakenska optika.
Slabljenje stekla 1n telekomunikacijska okna.
Vrste in lastnosti svetlobnih vlaken.
Vlakenski zvari in konektorji s ferulami.
Merilni izvori: zarnica, LED, laserji FP in_DFB.
Zunanji rezonator in zunanji modulator svetlobe.
Vakuumska in polprevodniska fotodioda.
Fotodiodni in toplotni merilnik moci.
Opticni multimeter.
Vlakenski smerni sklopnik.
Svetlobni cirkulator.
vVodena moC Rayleigh-ovega sipanja v steklu.
Vlakenski OTDR.
Meritev z OTDR.
OFDR s spreminjanjem svetlobne frekvence.
OFDR s spreminjanjem modulacijske frekvence.
Mogorodovna, barvna 1in polarizacijska razprsitev.
Meritev mnogorodovne razprsitve.
Meritev barvne razprsitve.
Nastavljanje in merjenje polarizacije.
Meritev polarizacijske razprsitve (PMD).
Zahtevnost valovnodolzinskega razvrscanja (wDM).
Opticni spektralni analizator z interferometrom.
Oopticni spektralni analizator z uklonsko mrezico.
Opticni spektralni analizator z rezonatorjem.
Regeneracija signala in drhtenje takta.
Meritev izvora drhtenja (jitter generation).
Meritev prenosa drhtenja (jitter transfer).
Meritev odpornosti na drhtenje (jitter tolerance).
O0dziv osciloskopa in sirina impulza.
Ocesni vzorec (eye pattern) in razmerje Q.
Meritev pogostnosti napak (BER).
Izvedba 1n Tlastnosti polinomskih izvorov.
Vnaprejsnje popravljanje napak (FEC).
Cilji in pomanjkljivosti opticnih meritev.




OPTICNE MERITVE

PROSTOZRACNA OPTIKA

(BULK OPTICS)
leCe, prizme, zrcala
opticne klopi in mize

cisto laboratorijsko
okolje

étevi1ne zamudne _
mikrometrske nastavitve

visoko usposobljena
delovna sila

hezdruzljivost z _
vilakensko optiko oziroma
TK opremo

VLAKENSKA OPTIKA
(FIBER OPTICS)
mnogorodovna vlakna (MMF):
GI 50/125 (G.651),
GI 62.5/125, plasticna

enorodovna vlakna (SMF):
G.652, G.653, G.655...

konektgrjj: vrsta, premer
in brusenje ferule

zdruzljivost s TK opremo
uporaba v poljubnem okolju

nastavitev skoraj ni, mala
verjetnost cloveske napake

1 - Meritve: prostozracna in vlakenska optika.




f [THz] 400 350 300 250 200 150

g 5dB/km hecistocCe =
~ (OH) =
< 2dB/km ,/ ﬁ
0 enor?dﬁvno = e
‘. 1dB /k viakno £
: o S J| 8
o 0.5dB/km = Rayleigh ! -
S o =
— LA ]
v (0.2dB/km € o
~. > I
0.1dB/km ~ S '
~ '
% “ N H '
0.05dB/km N/ N I [
O uv o g IR
0.02d8/k H rezonance © o
. m

A [um] 0.8 1.0 1.2 1.41.6 2.0
2 - Slabljenje stekla 1n telekomunikacijska okna.
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3 - Vvrste 1n lastnhosti svetlobnih vlaken.
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4 - Vvlakenski zvari in konektorji s ferulami.
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5 - Merilni izvori: zarnica, LED, laserji FP in DFB.
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6 - Zunanji rezonator 1n zunanji modulator svetlobe.
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vakuum @1550nm | 1E-6 | 1.2pA/W
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/ - Vakuumska 1n polprevodniska fotodioda.
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8 - Fotodiodni in toplotni merilnik moci.
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9 - Opticni multimeter.
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10 - vlakenski smerni sklopnik.
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11 - Svetlobni cirkulator.
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12 - Vodena moC Rayleigh-ovega sipanja v steklu.
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13 - vliakenski OTDR.
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14 - Meritev z OTDR.
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15 - OFDR s spreminjanjem svetlobne frekvence.
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16 - OFDR s spreminjanjem modulacijske frekvence.
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17 - Mogorodovna, barvna in polarizacijska razprsitev.
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18 - Meritev mnogorodovne razprsitve.



konektor
DBR/EC

merjenec
LASER

LiNbO3 MZ
modulator

konektor

mesalnik
(fazni
detektor)

A
D=
21 f -AA-

[ps/nm. km]
( £ [THz] )

19 - Meritev barvne razprsitve.
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20 - Nastavljanje 1n merjenje polarizacije.
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21 - Meritev polarizacijske razprsitve (PMD).
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22 - Zahtevnost valovnodolzinskega razvrscanja (WDM).
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23 - Opticni spektralni analizator z interferometrom.
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24 - Opticni spektralni analizator z uklonsko mrezico.
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25 - Opticni spektralni analizator z rezonatorjem.
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26 - Regeneracija signala 1n drhtenje takta.
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27 - Meritev izvora drhtenja (jitter generation).
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28 - Meritev prenosa drhtenja (jitter transfer).
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29 - Meritev odpornosti na drhtenje (jitter tolerance).
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30 - 0dziv osciloskopa 1n sirina impulza.
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31 - OCesni vzorec (eye pattern) in razmerje Q.
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32 - Meritev pogostnosti napak (BER).
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33 - Izvedba 1n lastnosti polinomskih izvorov.
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34 - vnaprejsnje popravljanje napak (FEC).



KAKOVOST ZVEZE

POGOSTNOST NAPAK
STATISTIKA NAPAK

RAZMERJE
SLABLJENJE SIGNAL /SUM
RAZMERJE
SIGNAL/PRESLUH
POMANJKLJIVOSTI POMANJKLJIVOSTI
TERMINALNE OPREME POSTOPKOV MERITEV

Y

B=1THz...10THz >>> zajemanje celotne info ni mozno!
frekevncni spekter: samo jakost, omejena locCljivost

casovni prostor: samo ovojnica, povprecenje, vzorcenje

35 - Cilji1 in pomanjkljivosti opticnih meritev.




